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FISA TEHNICA

"Procedura de caracterizare a proprietatilor optice in functie de parametri
finali ai structurii vizate"

Domeniul de utilizare: straturi subtiri cu proprietati optice, cercetare
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Date tehnice: Procedura ofera o descriere detaliata a etapelor de caracterizare a
proprietatilor optice, cuprinzand doua elemente principale: Caracterizarea optica folosind
spectrofotometria UV-Vis-NIR, respectiv modelarea optica.Masuratorile de
spectrofotometrie joaca un rol important in caracterizarea optica a straturilor subtiri optice,
oferind date precise privind transmisia si de reflectivitatea, date necesare in procesul de
modelare si optimizare a straturilor subtiri. Design-ul initial al filmului poate fi descris
vectorial, prin intermediul unor parametri care descriu dependentele de lungime de unda
ale indicilor de refractie/coeficientilor de extinctie, grosimea filmului, gradul de
neomogenitate al indicelui de refractie in raport cu grosimea, porozitate, etc. Parametrii
modelului sunt determinati prin optimizarea functiei de convergenta, urmarindu-se
obtinerea unor diferente cat mai mici intre datele experimentale de transmisie si
reflectivitate si cele modelate. Secventa iterativa referitoare la modelarea optica a
caracteristicilor spectrale ale straturilor subtiri implica un proces de optimizare care se
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‘ rezolva prin iteratii succesive, pentru a atinge convergenta functiei de merit catre o valoare
minima.




